
原因究明から対策までお任せください
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走査型プローブ顕微鏡 SPMの主な測定モード
表面形状AFM(Atomic force microscopy)
摩擦LFM(Layeral force microscopy),FFM
粘弾性VE-AFM (Visco-elasticity atomic force microscopy)
電荷、表面電位EFM (Electrostatic force microscopy)
表面電位(EFMの応用)KFM(Kelvin probe force microscopy)
磁気⼒、磁区MFM(Magnetic force microscopy)
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24-317-4_KRI-A1 パネル

リチウムイオン電池負極構造の見える化
～走査型プローブ顕微鏡(SPM)を使ったLIB電極への新しいアプローチ～
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期待できること

SPMによる電流同時測定事例

走査型プローブ顕微鏡　SPM(Scanning Probe Microscopy)の強み


